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LEO Elektronenmikroskope sind bekannt für 
Innovative Elektronenoptik. hm hste I leviiiliil.it 
für verschiedenste Abbildung- und Analyse 
technlken, sowie einfachste Bedienung. 
Dos l.l-O 922 OMEGA Ist ein 200 kV Energie 
fllter-Transmlsslonseleklronenmlkroskop. Es 
bietet, neben hoher Leistung für Abbildung 
und iteugiing, höchste Vielseitigkeit durch 
komplette Systemintegration von EELS, ESI 
und BDX. Es erfüllt In hervorragender Welse 
alle Erfordernisse für Materlaluntersuchungen 
an dünnen Präparaten wie z.B. die Nanoanalv-
se von Halbleitern, Keramiken oder Polymeren. 
Das Eeldemlsslons Rasterelektronenmlkroskop 
11(1 r>r)0 mit Gl M IN I Optik Ist ebenfalls tür 
die Nanoanalyse konzipiert. Glelch/elter An-

bau von EDX und WDX Detektoren an eine 
große Probenkammer, in Verbindung mit ei-
nem kurzen Arbeitsabstand, garantieren höch-
ste Elexihilität für Werkstoffanalysen, sowie 
höchste Auflösung, selbst bei niedrigsten Be-
schleunigungsspannungen. 

Eür weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an: 

LEO Elektronenmikroskopie GmbH 
Carl-Zelss-Str. 56 
D-73447 Oberkochen 
Tel.: 073 64/94 61 37 
l-ax: 073 64/94 48 51 
E-mail: info@leo.de 
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